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A software for profile measurements on reflective surfaces was developed and applied to several
 
surfaces which included two kinds of plane surface mirrors, a concave mirror and a paraboloid
 
mirror. Experimental results showed that they were consistent with the descriptions for the radius of
 
curvature and the slop error in the specification of each surface. It was found that the profilometer
 

























































































































































はMicrosoftのVisual Basic Ver.6.0を使用した。また、各測定機器とコンピュータ間の通信には GP
-IBインターフェイスを用いた。開発したプログラムは、大きく測定部と算出・表示部に分けられる。
図３ 実験装置の概要








































凹 面 鏡 放物面鏡
被検面と受光面との
距離［m］




30.00  15.00  5.00  3.00
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30×30 30 30 － － ±2.5～3.8 ±1.4  0.11
 
1/1 0波 長 オ プ
ティカルフラット
15×15 30 30 － － ±0.07 ±0.17  0.04
 
1/4波長凹面鏡 5×5  20 20  1016±20  1063±2 ±0.16 ±0.08  0.02
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